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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 77A: Low-frequency phenomena, of
IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility .

The text of this amendment is based on the following documents:

CbhV Report on voting
77A/632/CDV 7T7A/652/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

2 Normative references
Delete the dates to.the referenced International Standards(EC 60050(1641).and IEC 60068-1.

Delete the third reference IEC 61000-4-11.

6.2 Verification of the characteristics of the generator

Delete, at the end of the first paragraph, in the fourth dashed item, the brackets and the text:
(as in IEC 61000-4-11).
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 77A: Phénoménes basse fréquence,
du comité d'études 77 de la CEIl: Compatibilité électromagnétique.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
77A/632/CDV 77A/652/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

2 Références normatives
Supprimer les dates des Normes'intérnationales référencées-CEI'60050(161) et CEl 60068-1.

Supprimer la troisieme référence CEl 61000-4-11.

6.2 Vérification des caractéristiques du générateur

Supprimer, a la fin du premier alinéa, dans le quatrieme tiret, les parenthéses et le texte
(comme dans la CEI 61000-4-11).



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 61000-4-17:1999/AMD2:2008
https/standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/aa7b3603-2179-4698-b858-
b0de7417ec45/iec-61000-4-17-1999-amd2-2008



INTERNATIONAL

ELECTROTEGHNMINS TANDARD PREVIEW
COMMISSION (standards.iteh.ai)

& mpa Vel IEC 61000-4-17:1999/AMD2:2008

2O e T https//standards.iteh. ai/catalog/standards/sist/aa7b3603-2179-4698-b858-
CH-1211 Geneva 20 1,0 de7417ec45/iec-61000-4-17-1999-amd2-2008
Switzerland

Tel: +412291902 11
Fax: + 4122 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch



	“µž™˛W¦9Æ±â6æD±:'SCmÔ&Érýà�ÊŽ®«(Ä�ß÷vú÷lﬂY‡ó,æk7g<»˜¿…ÅØÐn*Ó7õÊ�'7�ô¼��\Ëã�‰}¬��Ó0�]Ÿ�è.n°⁄Bò{˘‘⁄�?�g+
Â›��‘þ"’5˚Â[÷	ñ˛áL˙,'

